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Abstract

Le tecniche interferometriche a scorrimento di fase (phase-shift) sono utilizzate
comunemente per caratterizzare svariati componenti ottici. Nella loro
implementazione moderna, sono tecniche molto sensibili ed accurate, che danno
la possibilita di misurare profili di fronti d'onda con precisioni sub-nanometriche.
Date le loro caratteristiche, queste si prestano ad essere utilizzate in modo
multidisciplinare in molti problemi fisici.

Si presentano in questo seminario i fondamenti delle tecniche utilizzate e le
possibili applicazioni alla misura di variazione di indice di rifrazione in diamanti
danneggiati con fascio ionico e alla misura di spessori di film liquidi ultrasottili. In
particolare verranno discussi nuovi approcci sperimentali e riportati i primi risultati
ottenuti.
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